1.1.1 Zakladni rozdéleni snimacu

Snimace mlzZeme rozdélit podle rlznych kritérii, které je volitelné podle potieby. Mezi
zakladni kritéria patfi:
Kritérium | - podle mérené veliciny, tyto snimace mizeme délit na snimace

e pro méreni el. veliiny,

e pro méreni tlaku,

e pro méreni teploty,

e pro méfeni pozice,

e pro méfeni zrychleni,
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Obr. 1 Priklad IRC snimace pro mereni uhlu natoCeni, sméru otdceni a otdcek

Toto je jedno ze zakladnich kritérii, které vyuZiva projektant pfi ndvrhu méficich a Fidicich
systém(l. DulezZité je jakou veli¢inu chceme méfit a jakou veli¢inu z ni mizeme odvodit
(vypocitat). Prikladem muze byt IRC snimag, z jehoz vystuptl mazeme urcit smér otaceni a uhel
natoceni. Vystupem jsou pulsy, jejichZ pocet je Umérny Uhlu natoceni hfidele. Pokud méfrime
frekvenci pulsi tj. pocet pulsli za casovou jednotku, miZeme zméfit rychlost otacek.
Takovychto prikladi mozného nasledného zpracovani mérenych dat najdeme v technické

praxi vice.

Kritérium Il — podle zplsobu vyhodnoceni (vystupni méfitelné veliciny), tyto snimace

muzeme délit na

e kapacitni,
e indukcni,

e odporové,



Ne vsechny zpUlsoby vyhodnoceni mohou vyhovovat pfi méreni v podminkach technologie.
Napf. pfi méreni malych posunuti mGZeme vyuZit k bezkontaktnimu méreni indukéni nebo
kapacitni snimac. Vystup z indukéniho snimace mohou ovliviiovat nékteré technologické
veli¢iny, které nebudou ovliviiovat kapacitni snimac¢. Pak je na misté v navrhu projektu
zohlednit volbu snimace podle tohoto kritéria, nebot kvalita méfené veli¢iny ovliviiuje
vyhodnoceni dat ze snimace a ndsledné také pribéh a kvalitu regulace.

Kritérium Il - podle vyuZivané energie snimace mlzeme délit na

e aktivni,

® pasivni.

Podstatou tohoto kritéria je, zda dany snimac pro svou ¢innost potiebuje externi zdroj nebo
vyuZivd pro svou cinnost energie z technologie (z mérené veliCiny). Pfikladem aktivniho
snimace je termoclanek ten generuje napéti, radoveé desitky mV, pfi zahfivani méficiho konce
snimace. Pasivnim snimacem je napfiklad fotorezistor, pfi jehoZz vyhodnoceni zmény
vlastnosti (odporu) je nutny externi zdroj, abychom nepfimou metodou mohli zméfit vliv

osvétleni na zménu hodnoty odporu fotorezistoru.
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Obr. 2 Priklad aktivniho snimace, termoclanek (méreni teploty)

Kritérium IV — podle zpUsobu zpracovani (vyhodnoceni) signalu ze snimace, miZzeme

snimace délit na

® spojité,

e diskrétni.

Hodnoty ze snimacl mohou byt spojité, kdy vystupni (méfena) veli¢ina je spojita v urovni,
prikladem mohou byt indukéni snimace rozmérud. Pokud napriklad budeme hlidat jen mezni
hodnoty rozmérl (max., min.), pak miZzeme pouZit diskrétni odporové snimace, cozZ jsou
v principu spinace, na jejichz vystupech je diskrétni hodnota True nebo False (je nebo neni
rozmér v toleranci). Zanalogového (spojitého) signalu miZeme vhodnym zapojenim



operacnich zesilovaci generovat logické (diskrétni) signdly, které mohou byt vstupnimi
signaly pro dvoupolohovou regulaci (horni a dolni mez).



